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FOREWORD 

1 )  The  I n ternati ona l  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ i zati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC  Nati onal  Commi ttees) .  The  ob j ect  of I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern i ng  s tandard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron i c fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn i ca l  Speci fi cati ons ,  
Techn ica l  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cati on (s)” ) .  Thei r preparati on  i s  en trusted  to  techn ica l  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  sub ject dea l t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governmen tal  and  non -
governmen tal  organ i zati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC  a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .   

I EEE  Standards  documen ts  are  devel oped  wi th i n  I EEE  Societi es  and  Standards  Coord inati ng  Commi ttees  of the  
I EEE  Standards  Associati on  ( I EEE-SA)  S tandards  Board .  I EEE  devel ops  i ts  s tandards  th rough  a  consensus  
devel opmen t process,  wh i ch  bri ngs  together vol un teers  representi ng  vari ed  vi ewpoin ts  and  i n terests  to  ach i eve  
the  fi nal  product.  Vol un teers  are  not  necessari l y members  of I EEE  and  serve  wi thou t  compensati on .  Wh i l e  I EEE  
adm in i sters  the  process  and  establ i shes  ru l es  to  promote  fa i rness  i n  the  consensus  developmen t process,  I EEE  
does  not  i ndependen tl y eva l uate,  test,  or veri fy the  accu racy of any of the  i n formati on  con ta i ned  i n  i ts  
s tandards.  Use  of I EEE  Standards  documen ts  i s  whol l y vol un tary.  I EEE  documents  are  made  avai l ab le  for u se  
subj ect  to  importan t  noti ces  and  l ega l  d i scla imers  (see  h ttp : //standards. i eee. org /IPR/d i scl a imers . h tm l  for more  
i n formati on ) .  

I EC  col l aborates  cl osel y wi th  I EEE  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  d eterm ined  by ag reemen t between  the  two  
organ i zati ons.   

2 )  The  formal  deci s ions  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  possi b l e,  an  i n ternational  consensus  of 
op i n i on  on  the  re l evan t  subj ects  s i nce  each  techn i cal  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  i n terested  I EC  
Nati onal  Commi ttees.  The  formal  deci s i ons  of I EEE  on  techn ica l  matters ,  once  consensus  wi th i n  I EEE  Societi es  
and  Standards  Coord i nati ng  Commi ttees  has  been  reached ,  i s  determ ined  by a  ba lanced  bal l ot  of materi a l l y 
i n terested  parti es  who  i nd i cate  i n terest  i n  revi ewing  the  proposed  standard .  F i nal  approval  of the  I EEE  
standards  documen t i s  g i ven  by the  I EEE  Standards  Associati on  ( I EEE-SA)  Standards  Board .  

3 )  I EC/IEEE  Publ i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC  
Nati onal  Commi ttees/IEEE  Societi es  i n  that sense.  Wh i l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  
techn i cal  con ten t  of I EC/IEEE  Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  or I EEE  cannot be  hel d  responsib l e  for the  way i n  
wh i ch  they are  u sed  or for any m i s i n terpretati on  by any end  u ser.  

4 )  I n  order to  promote  i n ternationa l  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  apply I EC  Publ i cati ons  
( i ncl ud ing  I EC/I EEE  Publ i cati ons)  transparen tl y to  the  maximum  exten t  poss ib l e  i n  the i r n ati onal  and  reg ional  
publ i cati ons.  Any d i vergence  between  any I EC/I EEE  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati onal  or reg ional  
publ i cati on  shal l  be  cl earl y i nd i cated  i n  the  l a tter.  

5)  I EC  and  I EEE  do  not  provi de  any attestati on  of con form i ty.  I n dependen t certi fi cati on  bod i es  provi de  conform i ty 
assessmen t  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of con form i ty.  I EC  and  I EEE  are  not  responsib le  
for any services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod ies .  

6)  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l atest ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i ab i l i ty shal l  attach  to  I EC  or I EEE  or the i r d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i ncl ud i ng  i n d i vi dual  
experts  and  members  of techn i ca l  commi ttees  and  I EC  Nati ona l  Commi ttees,  or vo l un teers  of I EEE  Societi es  
and  the  S tandards  Coord i nati ng  Commi ttees  of the  I EEE  Standards  Associati on  ( I EEE-SA)  S tandards  Board ,  
for any personal  i n j u ry,  property damage  or other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  
or for costs  ( i ncl ud i ng  l ega l  fees)  and  expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  u se  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  
I EC/IEEE  Pub l i cati on  or any other I EC  or I EEE  Publ i cati ons.   

8)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  publ i cati ons  i s  
i n d i spensabl e  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cati on .  

9 )  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  possi b i l i ty that  impl emen tation  of th i s  I EC/IEEE  Publ i cati on  may requ i re  u se  of 
materia l  covered  by paten t  ri gh ts .  By publ i cati on  of th i s  s tandard ,  no  posi ti on  i s  taken  wi th  respect to  the  
exi stence  or val i d i ty of any paten t  ri gh ts  i n  connecti on  therewi th .  I EC  or I EEE  shal l  not  be  he l d  respons ibl e  for 
i d en ti fyi ng  Essen ti a l  Paten t Cl a ims  for wh i ch  a  l i cense  may be  requ i red ,  for conducti ng  i nqu i ri es  i n to  the  l egal  
va l i d i ty or scope  of Paten t  C l a ims  or d eterm in i ng  whether any l i censi ng  terms  or cond i ti ons  provi ded  i n  
connecti on  wi th  submissi on  of a  Letter of Assu rance,  i f any,  or i n  any l i censi ng  ag reemen ts  are  reasonab le  or 
non -d i scrim i natory.  U sers  of th i s  s tandard  are  expressl y advi sed  that  determ inati on  of the  va l i d i ty of any paten t 
ri gh ts,  and  the  ri sk of i n fri ngemen t  of such  ri gh ts ,  i s  en ti re l y  thei r own  responsibi l i ty.  

Th is  amendment has  been  prepared  by subcommi ttee  45A:  I nstrumentation ,  con trol  and  
e lectrical  systems  of nuclear faci l i ties,  of I EC  techn ical  commi ttee  45:  Nuclear 
i nstrumentation ,  i n  cooperation  wi th  the  Nuclear Power Eng ineering  Commi ttee  of the   Power 
& Energy Society of the  I EEE 1 ,  under the  I EC/IEEE  Dual  Logo  Agreement between  I EC and  
I EEE.  

Th is  publ ication  i s  publ ished  as  an  I EC/IEEE  Dual  Logo  standard .  

————————— 
1  A l ist of IEEE participants can  be found at the fol lowing  URL:  http: //standards. ieee.org/downloads/62582-2/62582-2-amd1-

2016/62582-2-amd1-2016_wg-participants.pdf.  

http://standards.ieee.org/IPR/disclaimers.html
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The  text of th is  standard  i s  based  on  the  fol lowing  I EC documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

45A/1 054/FDIS  45A/1 067/RVD 

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  standard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

The  I EC  Techn ical  Commi ttee  and  I EEE  Techn ical  Commi ttee  have  decided  that the  contents  
of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC web  s i te  
under "h ttp: //webstore. iec. ch"  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

?  reconfi rmed ,  

?  wi thdrawn ,  

?  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

?  amended .  

 

_____________ 
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6 Measurement procedure 

6.4 Instrumentation  

Replace existing Figure 1  by the following new Figure 1 : 

Dimensions in  millimetres 

 

Figure  1  – Geometry and  d imensions  of the  profi le  
of the  probe  tip  (truncated  cone)  used  in  the  indenter 

6.9  Determination  of the  value  of the  indenter modulus  

Replace existing Figure 2 by the following new Figure 2 and add a  note after Figure 2 as 
follows: 

 

Figure  2  – Calcu lation  of indenter modulus  

NOTE  Some  i nstrumen ts  used  for i nden ter measu remen ts  show the  resu l t  i n  l oad  versus  time  ( i n  ? ? s–1 ) .  The  
val ue  of the  i nden ter modu l us  ?? ? ? ???–1  i s  then  calcu l ated  as  the  val ue  i n  N ?s–1  d i vi ded  by the  probe  veloci ty i n  
mm ?s–1 .  
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Annex A (informative)  

A.1  Example  of influence of variabi l i ty in  equ ipment d imensions  and  
construction  

Replace existing Figure A. 1  by the following new Figure A. 1 : 

  

NOTE  ??? ? ????? ? ?? ??? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ??–1  and  the  i nden ter modu lus  val ues  were  ca l cu lated  from  the  s l ope  
?? ????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ?? ? ? ?? ???–1 .  

Figure  A. 1  – Example  of local  variation  of indenter modulus  due  to  variation  in  
equ ipment d imensions  and  construction   

 

Annex B  (informative)  

Replace existing Figure B. 1  by the following new Figure B. 1 : 

 

NOTE  ??? ? ????? ??? ? ???? ??? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ??? ?? ??? ? ???? ? ??? ? ? ???? ? ?? ????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ?60–1 .  

Figure  B. 1  – Example  of measured  force  versus  time   

 

 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commissi on  E lectrotechn i que  I n ternati ona le  ( I EC)  est  u ne  organ i sati on  mond ia l e  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn iques  nati onaux (Comi tés  nati onaux de  l ' I EC).  L ' I EC  a  pou r 
ob j et  d e  favori ser l a  coopérati on  i n ternational e  pou r tou tes  l es  q uesti ons  de  normal i sati on  d ans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  e t  de  l ' é l ectron ique.  A cet  effet,  l ' I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati onales ,  des  Spéci fi cati ons  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ' I EC") .  Leu r é l aborati on  est  con fiée  à  des  
comi tés  d 'études,  aux travaux desquel s  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  
organ i sati ons  i n ternationa les ,  gouvernementa les  et  non  gouvernemental es ,  en  l i a i son  avec l ' I EC,  parti ci pen t  
éga l emen t aux travaux.  

Les  normes  de  l ’ I EEE  son t  é l aborées  par l es  Sociétés  de  l ’ I EEE,  a i n s i  q ue  par l es  Comi tés  de  coord i nati on  des  
normes  du  Consei l  d e  normal i sati on  de  l ’ I EEE  Standards  Associati on  ( I EEE-SA).  Ces  normes  son t 
l ’ abou ti ssement d ’ un  consensus,  q u i  rassemble  des  bénévoles  représen tan t  d i vers  poin ts  d e  vue  e t  i n térêts.  
Les  parti ci pan ts  bénévoles  ne  son t  pas  nécessai remen t membres  de  l ’ I EEE  et  l eu r i n terven ti on  n ’ est  pas  
rétri buée.  S i  l ’ I EEE  admin i stre  l e  dérou lemen t de  cette  procédure  e t  défi n i t  l es  règ les  desti nées  à  favori ser 
l ’ équ i té  d u  consensus,  l ' I EEE  l u i -même  n ’éval ue  pas,  ne  teste  pas  et  ne  véri fi e  pas  l ’ exacti tu de  de  tou te  
i n formati on  con tenue  dans  ses  normes.  L ’ u ti l i sati on  de  normes  de  l ’ I EEE  est en ti èremen t vol on ta i re .  Les  
documen ts  de  l ’ I EEE  son t  d i spon ibl es  à  des  fi ns  d ’ u ti l i sati on ,  à  cond i ti on  d ’ être  assorti s  d ’ avi s  importan ts  et  de  
cl auses  de  non-responsabi l i té  (voi r h ttp : //standards. i eee. org /IPR/d i scl a imers . h tm l  pour de  p l us  amples  
i n formati ons) .    

L ' I EC  travai l l e  en  étroi te  col l aborati on  avec l ’ I EEE,  selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux 
organ i sati ons.   

2 )  Les  déci s ions  offi ci e l l es  de  l ' I EC  concernan t  l es  q uesti ons  techn i ques  représenten t,  dans  l a  mesu re  du  
possib l e ,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés ,  é tan t  donné  que  l es  Comi tés  nati onaux de  l ' I EC  
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’ é tudes.  U ne  foi s  l e  consensus  établ i  en tre  l es  Sociétés  de  
l ’ I EEE  et  l es  Com i tés  de  coord i nati on  d es  normes,  l es  déci s i ons  offi ci e l l es  de  l ’ I EEE  re l ati ves  aux q uesti ons  
techn i ques  son t  d éterm inées  en  foncti on  du  vote  exprimé  par un  g roupe  à  l a  composi ti on  équ i l i brée,  composé  
de  parti es  i n téressées  q u i  man i festen t  l eu r i n térêt  pou r l a  révi s ion  d es  normes  proposées.  L ’ approbati on  fi na l e  
d e  l a  norme  de  l ’ I EEE  est  soum ise  au  Consei l  d e  normal i sati on  de  l ’ I EEE  Standards  Associati on  ( I EEE-SA).   

3 )  Les  Publ i cati ons  I EC/IEEE  se  présen ten t  sous  l a  forme  de  recommandati ons  i n ternati ona les  et  son t  agréées  
comme  te l l es  par l es  Comi tés  nati onaux de  l ' I EC/Sociétés  de  l ’ I EEE .  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t  
en trepri s  afi n  de  s ’ assu rer d e  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  des  Publ i cati ons  I EC/IEEE;  l ' I EC  ou  l ’ I EEE  ne  
peuven t  pas  ê tre  tenus  responsabl es  d e  l ' éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fa i te  par 
un  quelconque  u ti l i sateu r fi na l .  

4 )  Dans  l e  bu t d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e ,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  d e  l ' I EC  (y compri s  l es  Publ i cati ons  
I EC/I EEE)  dans  l eu rs  publ i cati ons  nati ona les  et  rég i ona les.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  
I EC/IEEE  et  tou tes  publ i cati ons  nati onal es  ou  rég i onales  correspondan tes  doiven t  être  i n d i quées  en  termes  
cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ' I EC  et  l ’ I EEE  eux-mêmes  ne  fou rn i ssen t  aucune  a ttestati on  de  con formi té .  Des  organ i smes  de  certi fi cati on  
i ndépendants  fou rn i ssen t  des  services  d 'éval uati on  d e  con formi té  et,  d ans  certai ns  secteu rs ,  accèden t  aux 
marques  de  con formi té  de  l ' I EC.  L ' I EC  et  l ’ I EEE  ne  son t  responsabl es  d 'aucun  des  servi ces  effectués  par l es  
organ i smes  de  certi fi cati on  i ndépendants .  

6)  Tous  l es  u ti l i sateu rs  doiven t  s 'assu rer qu ' i l s  son t  en  possession  d e  l a  dern i ère  éd i ti on  de  cette  pub l i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  ê tre  impu tée  à  l ' I EC  ou  à  l ’ I EEE,  à  ses  admin i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res ,  y  compri s  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nati onaux de  l ' I EC,  ou  l es  bénévol es  des  Sociétés  d e  l ’ I EEE  et  des  Com i tés  de  coord i nati on  des  normes  du  
Consei l  d e  normal i sati on  de  l ’ I EEE  Standards  Associati on  ( I EEE-SA),  pou r tou t  pré j ud i ce  causé  en  cas  de  
d ommages  corporel s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage  de  quel que  natu re  que  ce  soi t,  d i recte  ou  
i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  de  j u sti ce)  e t  l es  d épenses  décou l an t de  l a  
publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sati on  de  cette  Publ i cati on  I EC/I EEE  ou  tou te  au tre  publ i cati on  de  l ' I EC  ou  de  l ’ I EEE,  ou  
au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  d ans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  de  publ i cati ons  
référencées  est ob l i gatoi re  pour une  appl i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .   

9)  L ’ a tten ti on  est  a tti rée  su r fa i t  q ue  l a  m i se  en  appl i cati on  de  cette  Publ i cati on  I EC/I EEE  peu t  requéri r l ’ u ti l i sati on  
de  matéri e l s  protégés  par d es  d roi ts  d e  brevet.  En  publ i an t  cette  norme,  aucun  parti  n ’ est  pri s  concernan t  
l ’ exi stence  ou  l a  va l i d i té  de  d ro i ts  d e  brevet  y  afféren ts.  N i  l ' I EC  n i  l ’ I EEE  ne  peuvent  être  tenus  d ’ i d en ti fi er l es  
revend icati ons  d e  brevet  essen ti e l l es  pou r l esquel l es  une  au tori sati on  peu t s ’ avérer nécessai re ,  d ’ effectuer des  
recherches  su r l a  va l i d i té  j u ri d i q ue  ou  l ’ é tendue  des  revend i cati ons  d es  brevets,  ou  de  déterm iner l e  caractère  
ra i sonnabl e  ou  non  d i scrim i natoi re  des  termes  ou  cond i ti ons  d ’ au tori sati on  énoncés  dans  l e  cad re  d ’ un  
Certi fi cat  d ’ assu rance,  l orsque  l a  demande  d ’ un  te l  certi fi cat  a  é té  formu lée ,  ou  con tenus  dans  tou t  accord  
d ’ au tori sati on .  Les  u ti l i sateu rs  de  cette  norme  son t  expressément  i n formés  du  fa i t  q ue  l a  déterm inati on  de  l a  
va l i d i té  d e  tous  d roi ts  d e  propriété  i ndustri e l l e ,  a i nsi  q ue  l es  ri sques  qu ’ impl i quen t  l a  vi o l ati on  de  ces  d ro i ts ,  
re l èven t en ti èremen t  de  l eu r seu le  responsabi l i té .  

http://standards.ieee.org/IPR/disclaimers.html
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Le  présent amendement a  été  établ i  par l e  sous-comi té  45A:  Systèmes  d ’ i nstrumentation ,  de  
con trôle-commande  et é lectriques  des  i nstal lati ons  nucléai res,  du  comi té  d 'études  45  de  
l ’ I EC:  I nstrumentation  nucléai re,  en  coopération  avec l e  «Nuclear Power Eng ineering  
Commi ttee»  de  l a  «Power &  Energy Society 1 »  de  l ' I EEE  selon  l 'accord  double  logo  I EC/IEEE  
en tre  l ’ I EC  et l ' I EEE.  

La  présente  publ ication  est une  norme double  l ogo  I EC/IEEE.  

Le  texte  de  cet amendement est i ssu  des  documents  su ivan ts:  

FDIS  Rapport  de  vote  

45A/1 054/FDIS  45A/1 067/RVD 

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  l e  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cet amendement.  

Le  comi té  d 'études  de  l ' I EC  et l e  comi té  d 'études  de  l ' I EEE  on t décidé  que  l e  con tenu  de  cet 
amendement et  de  la  publ ication  de  base  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  stabi l i té  
i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec. ch"  dans  l es  données  relatives  à  l a  
publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

?  recondu i te,  

?  supprimée,  

?  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

?  amendée.  

 

 

_____________ 

 

————————— 
1  Une  l i s te  des  parti ci pan ts  I EEE  est  d i spon ible  à  l 'ad resse  su i van te:  http: //standards. ieee.org/downloads/62582-

2/62582-2-amd1-2016/62582-2-amd1-2016_wg-participants.pdf 
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6 Procédure  de  mesure 

6.4 Instrumentation  

Remplacer la  Figure 1  existante par la  nouvelle  Figure 1  suivante: 

Dimensions en  millimètres 

 

Figure  1  – Géométrie  et d imensions  correspondant au  profi l  de  l ’extrémité  
de  la  sonde (cône  tronqué)  u ti l isée  pour le  poinçonnement 

6.9  Détermination  de  la  valeur du  module  indenter 

Remplacer la  Figure 2 existante par la  nouvelle  Figure 2 suivante et ajouter une note après la  
Figure 2 comme suit:  

 

F igure  2  – Calcu l  du  modu le  indenter 

NOTE  Certa i ns  apparei l s  u ti l i sés  pou r l es  mesu res  i nden ter i nd i quen t  l a  va leu r de  l a  force  en  foncti on  du  temps  
(exprimée  ?? ? ? ??–1 ) .  La  va leu r d u  modu le  i nden ter exprimée  ?? ? ? ???–1  es t  a l ors  ca l cu lée  comme l a  valeu r 
???????? ? ?? ? ? ??–1  ? ?? ???? ? ??? ? ?? ? ? ? ????? ? ?? ? ?? ? ????? ? ?? ? ?? ??–1 .  
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Annexe A ( informative)  

A.1  Exemple  de  l ’ influence des  d i fférents  types  de  construction  et d i fférentes  
d imensions  d ’équ ipement 

Remplacer la  Figure A. 1  existante par la  nouvelle Figure A. 1  suivante: 

  

NOTE  La  vi tesse  de  l a  sonde  é ta ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ??–1  e t  l es  valeu rs  d u  modu l e  i nden ter on t  é té  ca l cu lées  en tre  1  N  
et  4  N  en  d i vi san t  par 5 , 2 ?60–1 .  

Figure  A. 1  – Exemple  de  variation  locale  de  la  valeur du  module  indenter due  à  l a  
variation  de  d imension  et de  construction  de  l ’équ ipement  

Annexe B  ( informative)  

Remplacer la  Figure B. 1  existante par la  nouvelle Figure B. 1  suivante: 

 

NOTE  La  va leu r du  modu le  i nden ter a  é té  cal cu lée  en  prenan t  l a  pen te  en tre  1  N  et  4  N  e t  en  d i vi san t  par 
? ? ? ?? ???–1 .  

Figure  B. 1  – Exemple   de  la  force  mesurée  en  fonction  du  temps 
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